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半側空間無視 を解明す る ！

− BIT か ら deep　tests へ
一

石　合　純　夫
＊

要 旨 ：半側空間無視の伝統的な検査法 は，抹消 試験，模写 ・描 画試験 ， 線分 二 等分試験で あ る 。 こ

れ らを総 合 し，日本人 を対 象 と し て標準化 し た も の が BIT 行 動性 無視検 査 の 通常検 査 で あ る。

個々 の 下位検査 の カ ッ トオ フ 点 まで 考慮 す る こ と に よっ て ， 半側空間無視 の 見落 と し は 少 な くな

る e 各課題 は，そ の 構成 と試行数 を変え る こ と に よ っ て 掘 り下 げ テ ス ト と し て 応 用 で き，半側 空 間

無視 の 発現な ら び に改善 ・代償の メ カ ニ ズ ム に 迫 る目的 で 用 い られ て い る c ま た ， BIT に お い て も

遂 行過 程 を深 く分析す る こ と に よ り ， 診断精度 の 向 ヒと メ カ ニ ズ ム の 解明 に 役 立 て る こ と が で き

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （高次脳機能研究 24（3）：232〜237，2004）

Kev 　Words ：半 側 空 間無 視，BIT 行 動 性無 視検査，掘 り下 げ テ ス ト，メ カ 」 ズ ム

unila 匸eral 　spatial 　neglect ，　Behavioural　inattention　test　（BIT ｝，　 deep　tests，　 mechamsm

は じ め に

　半側空間無視 は ， 右大脳半球損傷後に起 こ る高

次脳機能障害 の 中で もっ と も頻度が 高 く， リハ ビ

リ テ ーシ ョ ン を阻害す る重大 な要因で あ る 。 そ の

症状 は軽度で あ っ て も， 目常牛活活動を は じ め と

す る さ ま ざ ま な側面 に お い て 問題，危険 を引 き起

こ す可 能性が あ り， 診断 と評価 は 正確で な けれ ば

な らな い
。 BIT 行 動 性 無視 検 査 （Behavioural

inattention　test， 以
．
ド，

　 BIT と略） （BIT 日本版

作製委員会 ［代表 石 合純夫」1999） は半側空 間

無視 の テ ス トバ ッ テ リ
ー

で あ るが ， それ を構成す

る課題 を掘 り ドげる こ と に よ っ て メ カ ニ ズム を追

求す る こ と もで きる 。

1．定　 　義

　半側空間無視 とは，大脳半球病巣 と反対側の 刺

激 に対 し て ， 発見 し て 報告 し た り，反 応 した り，

そ の 方向を向い た りす る こ と が 障害 さ れ る病態で

あ る （Heilman ら ユ993， 石 合 20〔）3）。 半側 空 間

無視 は，急性期 を除け ば右半球 損傷後 に 生 じ る 左

無視がほ とん どで ある。

II．伝統的検査法

　線分等 の 抹消試験 ， 花 の絵 （daisy）等 の 模写

試験 ， 線分 二 等分試験 ， 人 の 絵等の 描 画試験 が あ

る 。 こ れ ら の 検査の 1 つ で も，大脳 半球病巣 と反

対側の 見落 とし ， 描 き落 と し， また ， 線分二 等分

の 偏 りが み られ れ ば，半側空 間無視 「あ り 」 と診

断で きる 。

・一
方 ， 半側空 間無視 「な し 1 と診断す

る こ とはな か なか難 し い が ， 検査 の 精度 を高め る

こ とは必 須 で あ る 。

　BIT は ，伝統 的検 査 法 の 集大成 で あ る 通 常検

査 と 目常生活場面 を模 した行動検査 （表 1） か ら

な り，本邦 の健常人 と脳血管障害患者に もとつ く

標準化が 行わ れ て い る。通 常 ・行動 の 両検査 を実

施し
， 個々 の 下位検査の カ ッ トオ フ 点まで検討す

れ ば半側空 間無視 の 見落 と し は 非常 に 少な い 。

III．　 BIT か ら deep　tests へ

　半側 空間無視検 査 の deep　testsは ， 伝統 的検

査法 をべ 一ス に刺激 の 質 と量 を コ ン トロ
ー

ル した

も の が 主 体 で あ る。ま た ，BIT な ど で 遂 行 過 程

の 分析 を deepに 行 うこ とも重要で ある。
雷
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表 1 　BIT 行 ・11ナ凶 畦 zl瀕 査 目 本 坂 の 膚 成
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i，⊥ス ドを異 常 匕す る。

　 1 ．主末消試馬矣

　線分抹消試験 の よ うに す べ て の 刺激 に 印を付け

る も の は易 し く， 多数 の刺激 の中か ら標 的 の み を

探 し て 印 を付
’
け る itt／”択的抹消試験 で は難 易度 を変

え る こ とが で き る ，， BIT の 星 印抹消試験 程度 が

標的選択 の 負荷 と して 適 当で あ る が ，軽 度 表た は

慢性期の 無視患者 は こ の カ ッ トオ フ 点 をク 1
丿ア し

て し ま う こ と が あ る。所 要時間が長 い 場 合 に は，

時間 をか け て代償的探索が行 わ れ て い る と考 え ら

れ る，，B 【T に お け る 所 要時間 の ［E常イ直．E限 は線

分 抹消 55 秒 ， 文字抹 消 160 秒，星 印抹消 1【）〔）秒
で あ る （小 泉 ら 2〔川 ）。 圭 た ，不規 則な走 査経路

も半側空 間無視 の 存在 の 可能性 を示唆す る 。 無視

の 発現機序 に 関 し て は，線 分抹消 試験 で ， 印 を付

け る か わ り に 順次番号 を振 ら せ る と成績 が 向 上

し ， 次の 線分 を探す 発動性の 低 ドの 関与が考 え ら

れ た （lshiaiら 199〔［） D ま た ，逼i択 す る 刺 激 を

／11．k し て刺激中心 と身体中心 の 無視を区別 しよ う

と い う 試 み な ど も行わ れ て い る   ta ら 200D
。

〔233〕 3：号

　 2 ．線分 二 等分 試験

　線 分 の 長 さ， 身 体 に 対 す る 位 置 を変 え て ．

deep さ の 程 度 を コ ン トロ
ー

］V しや す い 課題で あ

る．．川 h 川 n 以 ヒの 線 分 で は ， 長 い ぽ ど二 等分点

σ1右方 1扁位 が 大 き くなる。
一一

方 ， 25mm く ら い

e’：短 い 線 分 で は し ば し ば 左 方偏 位 とな る cross

〔，ver が 生 じ る 〔Ilalliganら 1988）。 異 な る 長

さ の 線分 を混 ぜ て 呈示 す る と ， よ り短 い 線分の 二

等分点右 ノJ偏位量 が 減 少 す ろ 文脈効果 〔cuntext

effect ）　も 王見オL る （Nlarsha！1ら 1998）っ一・
舟殳白勺

に
， 長 い 線分 で は 乍側 に まだ 「あ る」 こ とを無視

し て 右 よ り に 二 等分 し， 短 い 線分 で は左端 よ り も

先 が 　な い 1 こ と を無 視 し て 左 よ り に 二 等分す る

と い う こ とが で きる、，玄た ，

．
等 分点の 右方偏位

量 ぱ，線分 を．牙 体 に 対 して 左 方 に 寄せ て 早 小 す る

と増 大 し，右 ん：こ 寄 せ て 呈 示 す る と 減 少 す る

〔llcillllaエ1　ド丿　　1979）　o

　遂 行 過 程 を deep に 観察す る に は ， ア イ カ メ ラ

に よ る視線 移動 の 記録 が 有効 で あ る 〔lshiaiら

1989）。 15“
’x ・L）〔）（hlllll程度 の 線分で は，半側 空 間

無視患・者は 右 よ りの 点 を1主視す る と，そ の 付近 に

二 等分点 を付
．
け，左方探索を行 わ な い こ と が 多い

〔図 1A ＞。

一
方，25mm σ） 皇 うな短 い 線 分 で は 全

体 を見て もそ の 情報を
．
1等分 に有効利用で きず，

しば し ば左 よ り に 「 等分す る、，半側 空 問無視患 者

が ど の よ う な線分 イ S ・一ジ を二 等分 し て い る か に

つ い て ，タ ツ 壬 バ ネ ル を用 い て検討 した 〔イ洽 ら

2ve2 ）。 線分 を 二 等 分 と同時 に 消去 し，右 端 また

は左端 を思 い 出 して 定位 して も ら う。右半球後部

麩巣 に よ る
’
卜側 空 間無視患 耆は ， 200　mm 程度 の

絲 分で は左端 を実際 よ り も右側 に 定位 した。す な

わ ち，左 側が より短 い 線分 でメ
ー

ジを 見 て い る と

考 え ら れ た 咽 1B ）．一方 ， 25　mm の よ う な 短

い 線 分を左 よ りに 二 等分 した場 合に は ， 左端 をよ

り左側 に 定位 し，実際よ りも左方 へ 長 く伸びた線

分 を見て い る と考え られた。ア イカ メ ラ の 記録 で

は，注視 し た 点，す な わ ち
， 健側視野で 見た範 囲

di
−
／左端 に 二 等分点が 付け られ る こ とが 多い

。 こ れ

ら を考え 合わ せ る と，
’
「三側 空 間 無視患 者は ， 注意

を向け た 右側部分の 情報 を もと に ， 左側部分 は刺

激 に ほ tt　li’ど依存 しな い f メ ー
ジ を 見て い る と推

t−t　vr．．．v 　 tr

S］一．L さ Q 、，
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A

B

一
図 1　 半側 空 問無 視 患 茜の 線 分 二 等分 に お け る 注視位置 と線分 イ メ ージ

　 A ：2姻hlm1 桿度の 長 い 線分で は ，右側部 分 を注 視す る と 左 方探 索 を行 わ な い 。

　 　 二 等分 点 は注 視 し た 点 す な ？
・
）　b，健 側 視 野 で 見 た 範 囲 の 左 限 付 近 に 付 け ら れ

　 　 る。

　 B ： 「 等分 と 同峙 に 線 分 を 消去 ［、， 2 秒後 に 右 端 また は 左端 を 思 い 出 して 定 位

　 　 きゼ，そ の 左 右 の 点 を結 ん だ線分 イ メ
ージ を グ レ

ー
の 線 で 表 した。実線が

　 　
IJ
．示 し た 線分 で，　 Lか ら 25，　 IOO，　 Lt　［）O　mm 。縦線 は二 等 分点。

　 線分 「 等分 と対比 し て 半側空 間無視 の 発現 機序

を検討す る課題 と し て は ， 線分延長課題 ， 対称 点

課題 な どが あ る 。線 分 延長 課題 は ， 中央の 印か ら

右方へ 印刷した線分 を呈示 し，同 じ長 さだ け左方

へ 延長 し て 2 倍 の 長 さ と t る課題で あ る 。 線分二

等分で明 らか な右方偏位 を小 した 半側空間無視患

者で も ， 容易 に か つ 比 較的 止確 に 左 方へ 向け て線

分 を延長 で きる （lshiaiら 1994）。 しか し ， 線分

延長課題，対称点課題 の い ずれ に お い て も，左側

の 距 離 が や や 長 く な る 傾 向 が あ る （IShiai

2002）c，
こ れ ら は ， 半側空 間無視 患者 に お い て，

左側 へ の 運 動 と左 側空 間の 表 敷イ メ
ー

ジが賦活 さ

れ る条件 が あ る こ とを示 して い る 。

　 3 ．模写 ・描画試験

　模写 と描画 は ，そ の 質，遂行過程 と も に個人差

が 大 き い 検査 で あ る 、，そ の た め ，左側 の 描 き落 と

しや不完全 さなど， 結果 の左右差 に注 目した判定

が 主体 と な る 、，ま た ，紙面 の 右 側 に 偏 っ て 描 くの

も無視の 所見 とい え る。

　 ひ まわ りの よ うな花 の 絵の 左 半分を描 き落 とす

の が典型 的な半側空間無視の 所見で あ る 。 描 き終

えた後 に ， 手本と同 じよ う に で きた か を問 う と，

右側 の 花弁 の 歪み や 小 揃 い を指摘す る が 左側 の 描

き落 と しに は め っ た に 気づ か な い 、，一方，あ らか

じめ完全 な花 ， 左 側 の 欠 けた花，右側の 欠 けた花

を用意 して ， 無作為順 に 最示する と ， 欠 けて い る

部分 を指摘で き る こ とが 多 い （Ish｛ai ら 1996）。
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A ．模 　写

　 小 さな丸

　 を数 え る

数えた個数

　 だけ描 く

（言語性方略？）

1

5

2

4

3

B．配 　列

　　」ユ
「一周並 べ る」
　 とい う

空間性方略

図 2 　教 示 に よる模 写 ・描 画 丿丿違 い

　花の 絵 を 単純 化 し，大 き な 丸の 周 りに 小 さな 丸 1明 固が 並 ん だ
一f三本 を 優 用、

　A ： r一本 の トに 大 きな 丸の み を 印刷 した紙 ・1』置 き，描 き写 卞 9、”J に 教小 ．右側 の み

　 　 を敖 え て
L
｝〜分描 く場合 ヒ，．・

周 mrl占比 数 え で そ の 数 を 配 置 ナ る が ノゴHllに 空 自

　 　 を残 す 場 含 と が あ ろ ，

　B ： ！本 と 友 き な 丸 を 印 刷 し た 馬紙 の 配 置 は 「ri亅1．〕。 手本 ヒ 「可じ k う に ，厂i丶さな ヌ1 を

　 　 大 きな 丸 の 周 り に
一

周 づ る 虹 う に 猫 く1．う に 教・JC
一
言る と，左側 の 描 き落 ヒ 1．．は

　 　 生 じ な い ，

花の 絵の 模写 は右側の 花 弁か ら開始 され ， 注意 は

動作 を行 っ て い る部分 に 向き，左側 へ 移動 し に く

．
くな る。そ の 結果 ， 左側 の 有無の 識別 と比 べ て ，

模写 で は左側の 空 自に 気づ き に く い と考 え ら れ

る。

　
’
卜側 空 間無視患 音は，模写 を始め る前に 花弁の

枚数を数 える こ とが 多 い 。 ぐ る り と す べ て 数 え ら

れ て も，描 く時 に は ， そ の 枚数 を右側 に 配置 し て

や め て し 虫 うこ とが 多い 、，普通 に 考 え れ ば，花の

絵は中心 の 周 りに 花弁 を
・
周 さ せ れ ば完成 で き る

は ザで あ る，，そ こ で ， 模写の か わ り に 花弁を中心

の ま わ り に
一周す る ま で 描 くよう に 指示す ろ ヒ，

半側空 間無視 患者で あ っ て も左 側 も描 け る よ う に

な る （図 2L ，こ の こ と か ら，花弁 の 枚数 を
．
内：現

しよ う と す る 言譜性 方略が
， 花 弁 を周状 に 配置 し

よ う とす る空間性方略 よ りも優位で あ る点が無 視

発 上見の
一一

因 と推：定 さ オ
’
Lる 。

　H寺吉十 （手苗面丁）　と ：、ヱ方イ本 （f莫写）　は ，

．
i−；
一

「；吾性 IQ

が良好に 保たれ て い る と
’
卜側空 間無視 が明 ら か な

場 合で も 1E し く描 け る こ とが 少 な くな い （lshiai

ら 199：；，Seki ら 200（）｝。 時計 で は ，12→ 6 ・3
→ 9 な ど の 順 番 で 基 準 とな る 時 刻を 記 入 した後

に ，残 り を記入 す る と い う 方略が と ら れ る 。
こ の

よ う に ， 課題 に よ っ て は ， 言語性知能が保存され

て い る と，知識や計 画性 な ど を活用 し て半側 空間

無視 を代償 す る こ とが 「丁∫能 と な る。

IV．半側 空間無視の メ カ ニ ズム 仮説

　半側空 間無視 の メ カ ．ニ ズ ム で は ， 1空間性注 意

（spatial 　EltterltiOII〕」 と い う表現が よ く用 い ら れ

る ，， 空間性注意 は ， 外界 と個休 とσ）空 間的関係の

中で ， 意識 を適 切な対象 に 集中 し ， ま た 必 要に 応

じ て 移 動 し て い く過 程 の 総 体 と定 義 で き る

（）le：　u ！arn 　 1985）、，半側空 間無視 で は ， 空 間性注

意が 右 方 へ 偏 っ て お り， 右側の 対 象また は対 象の

右側部分 の 感覚情報 愈 里が 優先 さ れ る 。 それ に 伴

い ， しば しば運 動 をf半う右｛則へ の 反、1志が 彳
．
∫わ れ る

と，　長す ます右側の 感覚情幸E乏処理 が 亢進 す る　（石

合 2側 3）。 空 間性注意 は ，感覚 と運動 の 密接 な連

関 か う成 り立 っ て お り，
’
「在側空間無視 で は両者の
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方 向性 を分 離 さ せ る こ と が な か な か 難 し い

（lshiai　2002）。 慢性期の 半側空 間無 視患 者で は ，

星 印抹消試験等で 代償的左 方探索 を行 うと ， む し

ろ 右側 の 見落 と し に 気づ か な い こ と が あ る 。

お わ り に

　半側空間無視の 検査は ，臨床的な診断 目的 で 実

施す る場 合で も，患者が ど の よ うな点で 困難 を示

し，また，どの よ うに し て それを乗 り越 え よ う と

し て い る か に 注意 を払 い
， 根底 に あ る 空 間処 理 の

問題 を考え るよ う に した い
。
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Clinical and  experirnental  approaches  to unilateral  sp,atia]  neglect  I

        from  Behavioural inattention test (BI't') to deep tests

                                             Sumio  Ishiai'

    The  Behavioural  inattention test CBIT) is a  standardized  test battery fc)r unilaterul  spatial

neglect.  
'Fhe

 BI'I" conx,entionul  test consists  of  the  cancellatiun.  the  cop.ving,  the line biseclioti. aTicl the

dra",ing subtests,  ",hich  have  leng been  usecl  for clinicaL  diRgnosis of  neglect,  Each subtest  has the  cut

 eff score  that  ",as  deterinined in the  slandardization  process  of  the Bi'l', Japatiese versiun.  XSJhen

patients with  right  heniisphere claniage  show  abnorn]a]  scores  even  in one  subtest,  their test perfor-
inances  and  daily activities  should  be scrutinized  for rhe presence  of  n(/glect.. Chronic patients with

neglect  rna>'  achiex,e  the  nornial  score  in the cancellaticn  tests "'ith  conipensatory  searching  strategy,

which  often  takes  longer durati()n. Evaluation of  the tinie spent  for the BIT  cancellation  subtests  niav

iJiipreve detection of  negtect  iTi the chronic  stagc.

    The tasks adopted  in the BIT  coT"'entional  rest have been modified  and  applied  to the  study  tu

approach  the niechttnisnis  of  neg. Ioct. The  present paper  reviexved  sonie  of  these  studies  and  discussed

on  tho attentional  mechanisn]  c.)f neglect  in relntion  to the perceptual  and  niotor  interaction.
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